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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 17B: Appareillage a basse tension, du
comité d'études 17 de la CEl: Appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
17B/1486/FDIS 17B/1510/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor
abouti a I'approbation de cet amendement.

e.vote ayant

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de |a i g’ne sera
pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur S CEIl sous
"http://webstore.iec.ch" dans les données relatives a la pykblisatio 2e. YA cette date,

la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée
*+ amendée.

Page 2

SOMMAIRE

Modifier le titre @

Insérer,-a la page 4, ce qui suit:

Annexe | (normative) Circuit d’essai modifié pour I'essai de court-circuit des contacteurs et

grndgfnl rs-a semiconducteurs

Annexe J (informative) Diagramme pour définir les essais des gradateurs a semiconducteurs
a dérivation
Tableau 17 — Limites d’échauffement pour les bobines isolées dans I'air et dans I'huile

Tableau 18 — Données pour les cycles d’essai de service intermittent
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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 17B: Low-voltage switchgear and
controlgear, of IEC technical committee 17: Switchgear and controlgear.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting
17B/1486/FDIS 17B/1510/RVD

publication will be:

* reconfirmed;

* withdrawn;

» replaced by a revised edition, or
*+ amended.

Page 3

CONTENTS

Modify the title @

Insert,~on page 5, the following:

Anhex | (normative) Modified test circuit for short-circuit testing of semiconductor contactors

arndcontrotters

Annex J (informative) Flowchart for constructing bypassed semiconductor controllers tests
Table 17 — Temperature rise limits for insulated coils in air and in oil

Table 18 — Intermittent duty test cycle data
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Page 10

1 Domaine d’application et objet
Insérer, aprés le troisiéme alinéa, le nouvel alinéa suivant:

La présente norme définit les caractéristiques des gradateurs et contacteurs pour une

utitisation avec ou sans apparei de Connexion de court-circuitage.

Remplacer, au sixieme alinéa, le premier tiret par le suivant:

— aux manceuvres de moteurs a courant alternatif et a courant continu;

Page 12

2 Références normatives

non datées, la derniere édition du docyme
amendements).

Amendement 1
Amendement 2

Amendement
Remplacer la référence a la CEl 60439-1:1992 par ce qui suit:

CEN60439-1:1999, Ensembles d'appareillage a basse tension — Partie 1: Ensembles de série
et.ensembles dérivés de série

Amendement 1 (2004) 2)
Remplacer la référence a la CEI 60947-1:1999 par ce qui suit:

CEI 60947-1:2004, Appareillage a basse tension — Partie 1: Regles générales

1) Il existe une édition consolidée 3.1 (2005) comprenant I'édition 3.0 et son amendement.

2) |l existe une édition consolidée 4.1 (2004) comprenant I'édition 4.0 et son amendement.
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1 Scope and object
Insert, after the third paragraph, the following new paragraph:

This standard characterizes controllers and contactors for use with or without bypass

SWitChimg devices:

Replace, in the sixth paragraph, the first dashed item by the following:

— operation of a.c. and d.c. motors;

Page 13

2 Normative references

The following referenced documents indi application of this document.
For dated references, only the edition cited ies. A references, the latest edition

Amendment 1 (1997)

Amendment 2 (1998)
Insert the following’ne

Replace thereference to IEC 60439-1:1992 by the following:

IEC.60439-1:1999, Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: Type-tested
and-partially type-tested assemblies
Amendment 1 (2004) 2)

Replace the reference to IEC 60947-1:1999 by the following:

IEC 60947-1:2004, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules

1) A consolidated edition 3.1 (2005) exists, that includes edition 3.0 and its amendment.

2) A consolidated edition 4.1 (2004) exists, that includes edition 4.0 and its amendment.
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Remplacer la référence a la CEl 60947-4-2:1995 par ce qui suit:

CEIl 60947-4-2:1999, Appareillage & basse tension — Partie 4-2: Contacteurs et démarreurs de
moteurs — Gradateurs et démarreurs a semiconducteurs de moteurs a courant alternatif
Amendement 1 (2001)

Amendement 2 3)

Remplacer la référence a la CEl 61000-3-2:1995 par ce qui suit:

CEI 61000-3-2:2000, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-2: Limites — Limijtes
pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <16 A par phase)
Amendement 1 (2001)
Amendement 2 (2004)

Supprimer la référence a la CEl 61000-4 (toutes les parties).
Ajouter, apres CEI 61000-4-2, les références suivantes:

Amendement 1 (1998)
Amendement 2 (2000) 4)

Remplacer la référence a la CEl 610004

et de mesure — Essai d’immunité aux
radioélectriques
Amendement 1 (2002)

Ajouter, apres CEIl 61080-4-4

Amendement 1
Amendement 2 (200

CEI 61000:4+6:2003y Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-6: Techniques d’essai
et de mesure — Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioglectriques

Amendement 1 (2004)

Amiendment 2 (2006) 5)

Ajouter, apres CEI 61000-4-11, la référence suivante:

Amendement 1 (2000)

3) A publier.
4) |l existe une édition consolidée 1.2 (2001) comprenant I'édition 1.0 et ses amendements 1 et 2.

5) Il existe une édition consolidée 2.2 (2006) comprenant I'édition 2.0 et ses amendements 1 et 2.
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Replace the reference to IEC 60947-4-2:1995 by the following:

IEC 60947-4-2:1999, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 4-2: Contactors and
motor-starters — AC semiconductor motor controllers and starters

Amendment 1 (2001)

Amendment 2 3)

Replace the reference to IEC 61000-3-2:1995 by the following:

IEC 61000-3-2:2000, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits\for
harmonic current emissions (equipment input current <16 A per phase)

Amendment 1 (2001)

Amendment 2 (2004)

Delete the reference to IEC 61000-4 (all parts).
Add, after IEC 61000-4-2, the following references:

Amendment 1 (1998)
Amendment 2 (2000) 4)

Replace the reference to IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-3:2002, Electromagnetic co
ment techniques — Radiated radio-freq
Amendment 1 (2002)

Add, after IEC 61000-4-4

Amendment 1 (20Q0)
Amendment 2 @

Add, after IEC 61000 g \feference:

ment techiigues —twimunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields
Amendmeént 1 (2004)
Amendment 2 (2006) 5)

Add, after IEC 61000-4-11, the following reference:

Amendment 1 (2000)

3) To be published.
4) A consolidated edition 1.2 (2001) exists, that includes edition 1.0 and its amendments 1 and 2.

5) A consolidated edition 2.2 (2006) exists, that includes edition 2.0 and its amendments 1 and 2.
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Insérer la nouvelle référence suivante:

CEI 61131-2:2003, Automates programmables — Partie 2: Spécifications et essais des
équipements

Remplacer la référence a la CISPR 11:1997 par ce qui suit:

CISPR 11:2003, Appareils _industriels, _scientifiques et médicaux (ISM) a fréquence

radioélectrique — Caractéristiques de perturbations électromagnétiques — Limites et méthodes
de mesure
Amendement 1 (2004) 6)

Remplacer la référence a la CISPR 14-1:1993 par ce qui suit:

CISPR 14-1, Compatibilité électromagnétique — Exigences po
domestiques, outillages électriques et appareils analogues — Parti

Page 14

3 Définitions

Remplacer le titre existant par ce qui sut:

3 Définitions, symboles et abréviati

Insérer, aprés le premiger alinéa & des définitions suivant:
Référence
Aptitude au fonct|; SN ) S N P 3.1.16
Brouillage (FalioG e Ctr MUY . ... ettt e e e e e e e e e e e enees 3.2.5
(O7eT0 0] g aF=TaTo L= LT ex N b Yo (T 3.1.4
Commutation a e (d’un gradateur a semiconducteurs).........coooviiiiiiiiininenns 3.1.14.4.3
Commutatientau peipt’zéro (d’'un gradateur a semiconducteurs) .............cccoeeveenen.n, 3.1.14.4.2
Commutation en un point défini (d’'un gradateur a semiconducteurs)......................... 3.1.14.4.1
Compatibilité électromagnétique, CEM (abréviation) .............ccccooiiiiiiiiiiiiiieen 3.2.1
Courant de fuite a 'état bloqQUEé ... 3.1.13
Courant minimal de Charge .........coiiiiii e 3.1.11
Cvywele de manmuvres (d'un aradateur) 2115
ycle-de manocsuvres{d'ungradatew N —
D
Détection du courant minimal de charge ... 3.1.11.1
Durée a lPétat bloQUE.......co i 3.1.23
Durée a IPétat passant......c..ooii 3.1.22
E

6) Il existe une édition consolidée 4.1 (2004) comprenant I'édition 4.0 et son amendement.
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Insert the following new reference:
IEC 61131-2:2003, Programmable controllers — Part 2: Equipment requirements and tests
Replace the reference to CISPR 11:1997 by the following:

CISPR 11:2003, Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment -
Electromagnetic disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

Amendment 1 (2004) 6)

Replace the reference to CISPR 14-1:1993 by the following:

CISPR 14-1, Electromagnetic compatibility — Requirements for househofsl
tools and similar apparatus — Part 1: Emission

qes; electric

Page 15

3 Definitions

Replace the existing title by the following:

3 Definitions, symbols and abbreviations

Insert, after the first paragraph the follo Wina

ndex of definitions:

Reference

3.1.1.1

3.2.7

3.1.24

3.1.7

3.1.3

Defined=point switching (of a semiconductor controller) ............ccccooiiiiiiiiiiinen. 3.1.14.4.1
E

Flectromagnetic compatibility, FMC (abbreviation) 321

Electromagnetic disturbance ... 3.2.3

(electromagnetic) EmMIiSSION ... 3.2.2
F

Full-on (state of CoONtrollers) ... ... e 3.1.10
H

6) A consolidated edition 4.1 (2004) exists, that includes edition 4.0 and its amendment.
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Emission (électromagnétique) ... ... 3.2.2
B at DIOQUE .o e 3.1.12
B At PaSS ANt oo 3.1.9

Fonction de CommMUEATION ... e
Fonction de commutation instantanée ..o
Fonction de commutation progresSSiVe ... ..o
Fonction de limitation de courant

Fonctionnement CONIOIG. .. ... e e

Gradateur a déclenchement libre ..........ccovviiiiiiiiiii e e N
Gradateur @ derivation ........coociiiiiiii e o T s
Gradateur a semiconducteurs (variante 4) ..........coccoveiiiiiiiieineinns

Gradateur a semiconducteurs direct en ligne (DOL) (variante 5).......

Gradateur a semiconducteurs pour courant alternatif................
Gradateurs ou contacteurs hybrides, variante HxB.....................]
Gradateurs ou contacteurs hybrides de variante HxA (ou x

Immunité (& une perturbation)
Index caractéristique...........cocoiiiiiiii,

Perturbation électromagnéiqus; 3.2.3
Perturbation radj ctrique; parasi 2 (Lo LU 1= 3.24
Pleine conductio > PP PP 3.1.10
Point de CommUEatiQN . N Y N - o A N ettt ettt ettt ettt ettt 3.1.14.4
Lo T] 1T g Te Ko T AYZ=T 1 o =N N TN 3.1.2.3
Profil de courant e SUMBRATGE ... /et 3.1.17
R
= T T oL I S e ES = Y L= N P 3.1.5
R TaaT o TR o LYo Fo YT - Y 1 (=N 3.1.6
S
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Hybrid controllers or contactors, form HxA (where X =4 0r 5) .....cooooiiiiiiiniiiiiinins 3.1.2.1
Hybrid controllers or contactors, form HXB ... ... 3.1.2.2
I
Immunity (1o @ diStUrbanCe) ..o 3.2.9
Instantaneous switching fUNCLION ... 3.1.14.3
L
toadcontrot 3St4
M
Minimum 10ad CUITENT ... e 3.1.11
Minimum load current detection 31,111
OF F-State oo S N - NN 3.1.12
OFF-state leakage current 3.1.13
(0] o o {102 U= P A U W 3.1.23
(0N B = | (I USRI N > S N S 3.1.9
L0V T D SR NUTRNC S S WA 3.1.22
OPEN position ......cccoooviiiiiiiiiiiiiiiiieiiieeiea ey N N 3.1.2.3
Operating capability ..........cocoiii 3.1.16
Operating cycle (of a controller)..........A........, 3.1.15
Operation (of a controller).................S8 .. NG 3.1.14
Overcurrent protective means OCPM 3.1.21
Overload current profile ........c..ccooooio e NG D 3.1.17

Radio (frequency) disturb 3.2.4
Radio frequency interférence 3.2.5
(2= 0T o o [0,V o IR S N N N e 3.1.6
Ramp switching .1.14.2
Ramp-up........... 3.1.5
Random point switck .14.4.3
Rating index ....._Z .\ 3.1.18

Semicongductor contrellen(form 111
Semicofducto .1.1.3
Switching fonction..\... 1.14.1
SWItCNING PO M oo e 1.14.4
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TEeNSION A& CROC . et e 3.
Transitoire (adjectif et nom) 3

Page 16

3.1.1.1.3
La correction ne concerne que le texte anglais.
Figure 1 — Représentations graphiques des gradateurs

Insérer, apres la ligne «Gradateur hybride HxB**», les deux nouyelles ligne n

AN

Contéct/;@aniqu en
(TR
Gradateur a dérivation L N\ p A UEN

adateur a'semicondycteurs
(Variante

IEC 1896/06

(O

>
NI
\(\\\(;y),tact mécanique en

[ \ paralléle
Gradateur hybrid@ Gradateur hybride
N - T

dérivation © ““Contact v+ T LT U Tt Th

1
-4 mécanique
L . 1
! en série I
:

| Gradateur a
B semiconducteurs
1

I
1
Lo
1
1

(Variantes H x A. H x B)

\ IEC 1897/06

Ajouter; en bas de la figure, la nouvelle note de bas de figure “©> suivante:

€ Pour d’autres configurations, les essais peuvent étre adaptés de fagon appropriée par accord entre I'utilisateur
et\le.constructeur.
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T

Transient (adjective and NOUN)........oiuiiiiii e 3.2.6

TriP-fre@ CONIIOIIET . ce it 3.1.20

Tripping operation (0f @ CONtroller) ........ccoiieii i, 3.1.19
\Y

Vo] = Te [T U] o 1= PP 3.2.8
Z

Zero-point switching (of a semiconductor controller) ...........c.coooiiiiiiiiiiiin e, 3.1.14:4y2

Page 17

3.1.1.1.3

Correct the term to read: “semiconductor direct-on-line (DO
Figure 1 — Graphical possibilities of controllers

Insert, after the row "Hybrid controller HxB**", th

<\ ParglleMmnechanical
| contact
]

Bypassed controller T
%iconductor controller

(Forms 4,5)

IEC 1896/06

Parallel mechanical
contact

Hybrid controller

"7 Series ! L samiconductor ! T
: 1| Semiconductor 1
1
mechanical  L--, controller L--
contact o i
_____________ H s

(Forms H x A. H x B)

IEC 1897/06

Add, at the bottom of the figure, the following new footnote “C”:

C For other configurations, tests may be suitably adapted by agreement between the user and the manufacturer.
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Page 18
3.1.2.2
Corriger le terme pour lire: «gradateurs ou contacteurs hybrides, variante HxB».

Page 22

3.1.111

Corriger le terme pour lire: «détection du courant minimal de charge».

Ajouter, a la page 26, apres la définition 3.1.23, la nouvelle définition

3.1.24

gradateur a dérivation

matériel dans lequel les contacts principaux d’'un apparg & ique* de corinexion sont
connectés en parallele avec les bornes du circuit princ appareil \de connexion a
semiconducteurs, et dont les dispositifs de commanded ' ils\de connexion sont
coordonnés

Page 26

La correction ne concerne que le texte ang

Page 28

Courant assigné d’emploi (5.3.2.3)

Ie Courant de fuite aprés I'essai de capacité de blocage et d’aptitude a la
commutation (9.3.3.6.3)

IL Courant de fuite 2 ’'état hlnqné (’2 1 1’2)

lo Courant de fuite avant I'essai de capacité de blocage et d’aptitude a la
commutation (9.3.3.6.3)

ln Courant thermique conventionnel a I'air libre (5.3.2.1)

lthe Courant thermique conventionnel sous enveloppe (5.3.2.2)

Courant assigné ininterrompu (5.3.2.4)
Tension assignée du circuit de commande (5.5)
U, Tension assignée d’emploi (5.3.1.1)
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Page 19
3.1.2.2
The correction applies to the French text only.

Page 23

3.1.11.1
The correction applies to the French text only.

Add, on page 27, after definition 3.1.23, the following new definition:

3.1.24

bypassed controller

equipment wherein the main circuit contacts of a mechanica
in parallel with the main circuit terminals of a semiconductor
the operating means of the two switching devices are g6-ordina

gdewice are connected

itching
A device, and wherein

chit

Page 27

Modify the existing text of the note of definition

“... applied to a radiofrequency d signa V 161-01-14]"

Page 29

Equipment under test

le Current made and broken (Table 8)

le Rated operational current (5.3.2.3)

e Leakage current after the blocking and commutating capability test (9.3 3 6.3)
I OFF-state leakage current (3.1.13)

lo Leakage current before the blocking and commutating capability test (9.3.3.6.3)
In Conventional free air thermal current (5.3.2.1)

lihe Conventional enclosed thermal current (5.3.2.2)

1y Rated uninterrupted current (5.3.2.4)

SCPD Short-circuit protective device

U, Rated control circuit voltage (5.5)

U, Rated operational voltage (5.3.1.1)
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U Tension assignée d’isolement (5.3.1.2)

Uimp Tension assignée de tenue aux chocs (5.3.1.3)

U, Tension de rétablissement a fréquence industrielle (Tableau 6)
Ug Tension assignée d’alimentation du circuit de commande (5.5)
Page 28

5.1 Enumération des caractéristiques

Supprimer le dernier tiret «— surtensions de manceuvre (voir 5.9)».

Page 34

5.3.1 Tensions assignées

Modifier la premiere phrase pour lire:

5.3.2 Courants

Modifier la premiére phrase pour lire:

«Un gradateur ou un conta

contacteur.a\semisqQnducteurs).

Rage 40

5.4.1 Attribution des caractéristiques assignées suivant les résultats d’essais

Modifier la premiére phrase pour lire:

Un gradateur ou un contacteur a semiconducteurs donné auquel a été attribuée une catégorie
d’emploi vérifiée par des essais peut se voir assigner d’autres caractéristiques sans essai
complémentaire pourvu que:
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U Rated insulation voltage (5.3.1.2)

Uimp Rated impulse withstand voltage (5.3.1.3)
U, Power frequency recovery voltage (Table 6)
Ug Rated control supply voltage (5.5)

Page 29

5.1 Summary of characteristics

Delete the last dashed item “— switching overvoltages (see 5.9)”.

Page 35

5.3.1 Rated voltages

Modify the first sentence to read:
“A controller or a contactor is defined by ...”
5.3.2 Currents
Modify the first sentence to read:
i b

“A controller or a contacto

Page 39

Replace, on page 4 » vd paragraph by the following:

The first_digi utilization category identification designates a semiconductor switching
device (e.gn Wit i andard, a semiconductor controller or contactor).

Page#é

[5:4.1 Assignment of ratings based on the results of tests

Modify the first sentence to read:

A designated semiconductor controller or contactor with a rating for one utilization category
which has been verified by testing can be assigned other ratings without testing, provided
that:
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Page 42
Tableau 3 — Niveaux de sévérité relatifs
La correction ne concerne que le texte anglais.

Remplacer, dans la NOTE 3, «(XI )2»par «(Xlg)?» et «T » par «T,».

5.5 Circuits de commande

Modifier le texte existant du quatrieme tiret pour lire:

«— tension assignée du circuit ...»

5.6 Circuits auxiliaires

Ajouter, a la fin de ce paragraphe, le nouvel alinéa suivant:

sgradateurs et les
ggrammables doivent

Les entrées numériques et/ou les sorties numérique
contacteurs, et destinées a étre compatibles aveg
satisfaire aux exigences de la CElI 61131-2.

Page 44

« ... du DPCC @se
contre les couran )

Remplacer, a lasqage ¥6, le point p) par ce qui suit:

p) dispenible.

Page 46

6.3 Instructions d’installation, de fonctionnement et d’entretien

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par ce qui suit:
Le paragraphe 5.3 de la CEI 60947-1 s’applique avec le complément suivant.

Pour les produits répondant aux dispositions de la présente norme, les points spécifiques
suivants doivent étre considérés:

— dans I’éventualité d’un court-circuit;
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Page 43
Table 3 — Relative levels of severity
Replace, in NOTE 1, “(XI)2” by “(X1g)%", “T " by “T,” and “XI" by “Xl,” (twice).

The correction applies to the French text only.

5.5 Control circuits

The correction applies to the French text only.

5.6 Auxiliary circuits

Add, at the end of this subclause, the following new paragraph:

Digital inputs and/or digital outputs contained in controllers_and ntended to

be compatible with PLC’s shall fulfil the requirements of |

Page 45

“ ... of the SCPD to be u
against short-circuit c

protection of the controller or contactor

Page 47

6.3 /Instructions for installation, operation and maintenance

Replace the existing text of this subclause by the following:
Subclause 5.3 of IEC 60947-1 applies, with the following addition.

For products complying with this standard, the following are specific items to be considered:

— in the event of a short-circuit;
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— dans l'éventualité d’'un échauffement supérieur a 50 K de la surface du radiateur
métallique de I'appareil.

Page 50

8.1.3 Distances d’isolement et lignes de fuite

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par ce qui suit:

Le paragraphe 7.1.3 de la CEl 60947-1 s’applique avec la note suivante.

NOTE La nature méme d’'un semiconducteur le rend inadapté a une utilisation a des fip

Page 52

Ajouter, apres 8.2.1.5.2, les nouveaux paragraphes suivants;

8.2.1.6.2 Dans lenbut\d’étabh
connexion qui snt touté
identifiés comme deg somposa
restriction dans u :

ubi des essais de type pouvant étre utilisés sans
(voir Annexe J).

Dans lg/bd g exigences pour les gradateurs a dérivation, les appareils de
connexion_qui i pas a toutes les exigences de 8.2.1.6.1 doivent, avant d’étre
installés, étreg ifiés ©Omme des composants dépendants et ne pouvant étre utilisés dans

un gradateura dérivation que sous certaines restrictions (voir Annexe J).

8.2.1.8( Utilisation sans restriction des appareils de connexion dans les gradateurs a
dérivation

[Lgrsque a la fois I'appareil mécanique de connexion et l'appareil de connexion a semi-

conducteurs sont identifiés comme des appareils ayant subi des essais de type, ils doivent
étre mis en ceuvre et connectés pour répondre aux valeurs assignées, au service assigné et a
I'utilisation prévue par le constructeur. Il ne doit pas y avoir d’autres restrictions.
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— in the event of temperature rise above 50 K of the metallic radiator surface of the device.

Page 51

8.1.3 Clearances and creepage distances

Replace the existing text of this subclause by the following:

Subclause 7.1.3 of IEC 60947-1 applies with the following note.

NOTE The nature of a semiconductor makes it unsuitable for use for isolation purposes.

Page 53

Add, after 8.2.1.5.2, the following new subclauses:

8.2.1.6 Type-tested components in bypassed contfollers

8.2.1.6.1 Switching devices which meet the n{gy of \their own relevant product
standard shall be considered as parti i % devices /subject to the following
additional requirements:

a) the temperature rises of mechanica es shall comply with 8.2.2
b) the making and breaking capacit witching devices shall comply with
8.2.4.2

8.2.1.6.2 Forth
which meet all of the

ments for bypassed controllers, switching devices
1.6.1, before they are installed, shall be identified as

type-tested compeong table for uhrestricted use in a bypassed controller (see Annex J)
8.2.1.7 Depénd s in bypassed controllers

For the Qurp ettln requirements for bypassed controllers, switching devices which do
not meet 2 ents of 8.2.1.6.1, before they are installed, shall be identified as

dependent cofsponents suitable only for restrlcted use in a bypassed controller (see Annex J).

8.2.1.8 ~Unrestricted use of switching devices in bypassed controllers

When+both the mechanical switching device and the semiconductor switching device are
identified as type tested components, these devices shall be arranged and connected to

nhswith tha nﬂolnn ad ratina Anh: nnrl tha nnA Hse |n+nnr4r\r4 h\: tha mnnnfnnhwnr Tha

ocom.
COm Py Vit oo ooTrgh o U—Tath g, ooty ot ro—CT Tt T T oy trhC—oroa ot —+Refe

shall be no further restrictions.
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8.2.1.9 Utilisation limitée des appareils de connexion dans les gradateurs a dérivation

Lorsque soit I'un soit les deux appareils de connexion sont identifiés comme des composants
dépendants, les appareils de connexion doivent satisfaire a ce qui suit:

a) les appareils de connexion doivent étre combinés, avoir leurs caractéristiques assignées
et étre essayés comme pour un ensemble;

b) les appareils de connexion doivent étre interverrouillés par un des moyens suivants, soit

individueHement-soit-par—combinaison—moyens—electrigue—electronigue—ou—mecanigque—de
telle maniere que les contacts mécaniques de connexion ne doivent pas étre sollicités
pour établir ou couper des courants de surcharge sans l'intervention directe de I'appareil

de connexion a semiconducteurs;

ontrole de la
nécessaire

c) l'appareil de connexion a semiconducteurs doit pouvoir prendre
commande du courant traversant le circuit principal chaque foi
d’établir ou de couper des courants de surcharge.

8.2.2 Echauffement

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par ce qui s6

Des écarts d’échauffement sur la
semiconducteurs sont autorisés: 50
pendant le fonctionnement normal.

la
de prévenir les dangers est de la

exemple le symbole IEC 6Q417<564 onformément a 6.3. Le choix de
protection appropriée e
responsabilité de I'instalate

Page 54

Remplagerie g Wt de ce paragraphe par ce qui suit:

Le circuit principal d’un gradateur ou d’un contacteur, parcouru par du courant a I'état de
pleine.€conduction, doit pouvoir supporter, sans dépasser les limites d’échauffement spécifiées
en 7-2.2.1 de la CEIl 60947-1 lorsqu’il est essayé conformément a 9.3.3.3.4,

—\.Ydans le cas d’'un gradateur ou d’'un contacteur prévu pour un service de 8 h: son courant

thermique conventionnel (voir 5.3.2.1 et/ou 5.3.2.2);

— dans le cas d’'un gradateur ou d’un contacteur prévu pour un service ininterrompu, un
service intermittent ou un service temporaire: le courant assigné d’emploi correspondant
(voir 5.3.2.3).

7) CEI 60417, Symboles graphiques utilisables sur le matériel
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8.2.1.9 Restricted use of switching devices in bypassed controllers

When either one or both switching devices are identified as dependent components, the
switching devices shall comply with the following:
a) the switching devices shall be combined, rated and tested as a unit;

b) the switching devices shall be interlocked, by any of the following means, either
individually or in combination: electrical, electronic or mechanical means, such that the

mechanical-switching—contacts—shallnot-be—regquiredtomake—-orbreak—overoad——currents
without direct intervention by the semiconductor switching device;

c) the semiconductor switching device shall be enabled to take over the control of the current
flowing in the main circuit whenever it is necessary to make or break o d currents.

8.2.2 Temperature rise

Replace the existing text of this subclause by the following:

location to prevent danger is the responsib

Page 55

8.2.2.4 Main cipcui

Replace the existing

by the following:

8.2.2.4.1 Genera

The main cirouit of a or contactor, which carries current in the FULL-ON state, shall
be capable d, wikhout the temperature rises exceeding the limits specified in 7.2.2.1
of IEC 60 in accordance with 9.3.3.3.4,

— for a controller_or’contactor intended for 8 h duty: its conventional thermal current (see
5.3.240.and/or 5.3.2.2);

— fara-controller or contactor intended for uninterrupted duty, intermittent or temporary duty:
the relevant rated operational current (see 5.3.2.3).

7) IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment
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8.2.2.4.2 Appareil mécanique de connexion en série des gradateurs hybrides

Pour les gradateurs hybrides, I'échauffement des composants en série dans le circuit
principal doit étre vérifié selon les procédures données en 9.3.3.3.4 et 9.3.3.6.1 (voir
Tableau 11).

8.2.2.4.3 Appareils mécaniques de connexion en paralléle des gradateurs a dérivation

Les appareils identifiés comme des composants ayant subi des essais de type (voir 8.2.1.6)

doivent pouvoir supporter e courant I sans que les echauffemenis dépassent les limites
spécifiées en 7.2.2.1 de la CEI 60947-1.

Pour les appareils identifiés comme des composants dépendants (voir 8,217),

I’échauffement doit étre vérifié selon les procédures données en 9.3.33.4 ¢t 9.3.3.6.1 (y
compris le Tableau 5 et le Tableau 11). L’appareil doit étre essa une partie
intégrante de I’ensemble ou les périodes en charge prescrites po arells de
connexion (Tableau 5) doivent étre déterminées par une séquenc i est la

méme que celle prévue en service normal.

8.2.2.4.4 Appareils de commutation a semiconducteur
principal

L’échauffement des appareils de commutation a s
principal doit étre vérifié selon les procédures d
stabilité thermique).

8.2.2.6 Disponible

Remplacer ce paragraphe par ce qui s

8.2.2.6.1 Enroulements o icesininterrompu et service de 8 h

Le circuit de dé
les enroulements
assignée s'ily a

n courant égal a la valeur maximale du courant,
supporter en régime continu et a la fréquence
ée maximale d'alimentation de commande sans que
spécifiées au Tableau 17 de la présente norme et en

7.2.2.2delak
NOTE Le chatiffement dgnnées au Tableau 17 de la présente norme et en 7.2.2.2 de la CEl 60947-1
sont applfeables nt si latempérature de I'air ambiant reste dans les limites -5 °C, +40 °C

8.2.2.6.2 Enroulemepnts pour service intermittent

Le circuit de dérivation n'étant parcouru par aucun courant, les enroulements des bobines
doivent.supporter a la fréquence assignée, s'il y a lieu, leur tension assignée maximale
d'alimentation de commande comme indiqué au Tableau 18, suivant leur classe de service

intermittent, sans que I’échauffement ne dépasse les limites spécifiées au Tableau 17 de la

presente norme eten 7.2.Z2.Z2 de la CEl bUY47-T1.

NOTE Les limites d’échauffement données au Tableau 17 de la présente norme et en 7.2.2.2 de la CEIl 60947-1
sont applicables seulement si la température de I'air ambiant reste dans les limites -5 °C, +40 °C.

8.2.2.6.3 Enroulements spéciaux (pour service temporaire ou périodique)

Les enroulements spéciaux doivent étre essayés dans les conditions de fonctionnement
correspondant au service le plus sévére auquel ils sont destinés, et leurs caractéristiques
assignées doivent étre précisées par le constructeur.
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8.2.2.4.2 Series mechanical switching devices for hybrid controllers

For hybrid controllers, the temperature rise of the components in series with the main circuit
shall be verified by the procedures given in 9.3.3.3.4 and 9.3.3.6.1 (see Table 11).

8.2.2.4.3 Parallel mechanical switching devices for bypassed controllers

Devices identified as type tested components (see 8.2.1.6) shall be capable of carrying the

current Ib_ without the fnmpnrahlrn rises nvnnnding the limits epnr‘ifind in—7221 of

IEC 60947-1.

For devices identified as dependent components (see 8.2.1.7), the temperature rise shall)be
verified by the procedures given in 9.3.3.3.4 and 9.3.3.6.1 (including Table=S_and Table’11).

for the two switching devices (Table 5) shall be determined by a
which is the same as intended in normal service.

8.2.2.4.4 Semiconductor devices connected in the main cirg

8.2.2.6 Vacant

Replace this subclause by the following:

With the maximum value &
withstand under conti

exceeding the fimits specified in Table 17 of this standard and 7.2.2.2 of IEC 60947-1.

NOTE The\temperature rise limits given in Table 17 of this standard and in 7.2.2.2 of IEC 60947-1 are applicable
only if the_ambient air temperature remains within the limits -5 °C, +40 °C.

8.2:2:6.3 Specially rated (temporary or periodic duty) windings

Specially rated windings shall be tested under operating conditions corresponding to the most
severe duty for which they are intended and their ratings shall be stated by the manufacturer.
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NOTE Les enroulements spéciaux peuvent étre des bobines de contacteurs ou de gradateurs qui ne sont sous
tension que durant la période de démarrage, des bobines de déclenchement de contacteurs a accrochage et des
bobines d'électrovalves destinées au verrouillage de contacteurs pneumatiques.

Tableau 17 — Limites d’échauffement pour les bobines isolées
dans I’air et dans I'huile

Limite d’échauffement
Classe des (mesures effectuées par variation
Mratériux-isotants da_résistanca)
(selon la CEl 60085) K
Bobines dans I'air Bobines dans I’huile
A 85 60
E 100 60
B 110 60 <
F 135 -
H 160

N
Tableau 18 — Données pour les cycles d’}ssaj\ semwjce intermittent
Un cycle de urée\de Wﬂ de
Classe de service manceuy, I’alimehtation de la
intermittent fexmeture vekture be de sommande
{\o es les

1 08s
3 1 200\s

Il convient que le
1 S temps de passage du
0 courant corresponde

au facteur de marche

0s spécifié par le
( constructeur

2s

3s

Y%

Page 62

Tableau 6 sQripti inimales pour les conditions d’essai de tenue aux

«h U,/Ugpeut prendre n'importe quelle valeur pendant ... ».
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NOTE Specially rated windings may include coils of contactors or controllers which are energised during the
starting period only, trip coils of latched contactors and magnetic valve coils for inter-locking pneumatic contactors.

Table 17 — Temperature rise limits for insulated coils in air and in oil

Temperature rise limit
Class of insulating material (measured by resistance variation)
(according to IEC 60085) K
Coils inair Coils in oil

A 85 60

E 100 60

B 110 60

F 135

H 160 (\ Q

Table 18 — Intermittent duty test{cyc atk

. Interval of ti during which
Intermittent One close-open s
. the supplytocthe tantrol coil is
duty class operating cycle everyr\ X aine
1 > AU
3
12
N-time should correspond to the
30 onslo factor specified by the
andfacturer
120
300
120
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Page 64

Tableau 7 — Prescriptions minimales et conditions pour les essais de fonctionnement, y
compris 'aptitude au blocage et a la commutation

Remplacer le tableau existant par le nouveau tableau suivant:

Paramétres de la charge d’essai du circuit d’essai Cycles d’essai
C?tégorig uiu, Puissance Cos ¢ Durée a I’état Durée a I’état
d’emploi passant bloqué
s ]
AC-51 1,0 a 0,8 ....1,0 0,5 0,5
- b
AC-55a 1,0 0,45 0g™N 0.5

AC-55b 1,0 c c /\‘\

s
AC-56a 1,0 d <0,45 "\ V4

AC-56b 1,0 e ° \ \\\ ) "

Les essais suivants doivent étre effectués: \

— essai 1: 100 cycles de manceuvres avec 85 % U, et 85 % Uq;

— la charge et I'air ambiant peuvent étre a n*

— les reglages sont limités seulement aux moyens dexédlages exterpes fournis par le constructeur sur le produit
gc de npes oroisgantes doivent étre réglés a la plus petite des
valeurs suwantes temps 8¢ O 0

1a) Io <1 mA
1b) silg>1 mAoou

a  Lacharge d’ewve toute charge légérement inductive commode.
b La chargé d’essai doit étre toute charge inductive commode.
¢ La-charge d’essai doit étre toute lampe a incandescence commode.

d 7 ,d charge d’essai doit étre tout transformateur commode.

g nhargn dessai-doi-6tre-tout-condensateurou-batterie-de-condensateurs—commode-

f La durée a I'état passant doit étre supérieure au temps nécessaire pour atteindre le courant nominal en
régime établi.

g La durée a I'état bloqué est le temps nécessaire pour que le courant devienne inférieur a 10 % de la valeur
nominale du courant a I'état passant.

h  La durée a I'état bloqué est le temps nécessaire pour que la tension aux bornes du condensateur devienne
inférieure a 10 % de tension nominale due a la décharge du condensateur a travers toute résistance de
décharge convenable.
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Page 65

Table 7 — Minimum requirements and conditions for performance testing,
including blocking and commutating capability

Replace the existing table by the following new table:

e s Test load parameters of the test circuit Test cycles
\::t:;cl;:;l uiu, Power Cos ¢ ON-time OFF-time
s s

AC-51 1,0 a 0,8 ....1,0 0,5 0,5
AC-55a 1,0 b 0,45 0,5 ( 0,5
AC-55b 1,0 o o X 0.5
AC-56a 1,0 d <0,45 Q f\ 5}
AC-56b 1,0 e e NN\ N

The following tests are to be carried out: \
— test 1: 100 operating cycles with 85 % U, and 85 % Ug;
— test 2: 1 000 operating cycles with 110 % U, and 110 % U,.

During the tests:
— the load and the ambient air may be at an

— true r.m.s. voltage measuring means shall_be tonhected \betwegh the line side terminal and the load side

terminal on each pole of the EUT;

— settings are limited to only those external adjusting
product offerings. Controllers fitted with gamp
10 s, whichever is less.

eans provided by the manufacturer in the normal
Qns\shalP be set at the maximum ramping time or

Results to be obtained:

1) 1a) or 1b) shall be fulfilled

1a) Io <1 mA apt\/p
1b) iflg>1m £

g. smoke, discoloration).

cified by the manufacturer.

N\
a8  The test Io%\@i?ny convenient slightly inductive load.
b The testload shall any convenient inductive load.
€¢  The(test'load shall be any convenient incandescent lamp.

d  The test load shall be any convenient transformer.

e _The test load shall be any convenient capacitor or capacitor bank.

f The on-time shall be greater than that time required to reach the steady-state nominal current.

g The off-time is that time required for the current to become less than 10 % of the nominal ON-state current
value.

h  The off-time is that time required for the voltage on the capacitor to become less than 10 % of the nominal
voltage due to the discharge of the capacitor through any convenient discharge resistor.
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Page 66

8.2.4.2 Pouvoirs de fermeture et de coupure des gradateurs et des contacteurs
hybrides

Remplacer le titre et le texte existants de ce paragraphe par ce qui suit:

8.2.4.2 Pouvoirs de fermeture et de coupure des appareils de connexion dans le circuit

—principat
8.2.4.2.1 Généralités

an gui lui sont

Le gradateur ou le contacteur, y compris les appareils mécaniques de cq
Q Qurant de

associés, doivent pouvoir fonctionner sans défaillance en préser
surcharge.

conditions spécifiées a la fois au Tableau 8 et au Tableau 9,
nombre de manceuvres indiqués.

Les pouvoirs de ferme

en 9.3.3.5.1 et 9.i3.5.
8.2.4.2.3 Apparei

Les pouvgirs de fermeture et de coupure doivent étre vérifiés lorsqu’ils sont essayés comme
un appareil combiné selon les procédures décrites en 9.3.3.5.1 et 9.3.3.5.4

8¢2.4.2.5 Appareils de connexion a semiconducteurs

L’aptitude a commander les courants de surcharge doit étre vérifiée selon les procédures
décrites en 9.3.3.6.2 et 9.3.3.6.3.

Ajouter, aprés 8.2.4.2.5, le nouveau paragraphe suivant:

8.2.4.3 Exigences pour une charge d’amorgage

La charge d’amorgage pour I'’essai de court-circuit (voir Figure I.1) doit étre toute charge
passive commode ayant les caractéristiques suivantes:

a) la tension assignée doit étre égale ou supérieure & U, de I'appareil a essayer;
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Page 67

8.2.4.2 Making and breaking capacities for hybrid controllers and contactors

Replace the existing title and text of this subclause by the following:

8.2.4.2 Making and breaking capacities for switching devices in the main circuit

8242+ Generat

The controller or contactor, including the mechanical switching devices associated withit,
shall be capable of operating without failure in the presence of overload current.

exified\under the
categuriesxand the

The capability of making and breaking currents without failure, shal{’ be
conditions stated in both Table 8 and Table 9, for the required utilizatjo
number of operations indicated.

switching device may be designated wi
rating of the semiconductor controller.

The making and breakingacapacit
9.3.3.5.2.

8.2.4.2.3 Type tested

The making an [
accordance with the

The capability to control overload currents shall be verified by the procedures of 9.3.3.6.2 and
9.3.3.6(3.

AQd, after 8.2.4.2.5, the following new subclause:

8.2.4.3 Requirements for an initiating load

The initiating load for short-circuit testing (see Figure 1.1) shall be any convenient passive
load with the following characteristics:

a) the rated voltage shall be equal to or greater than U, for the device to be tested;
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b) le facteur de puissance doit étre compris entre 0,8 et 1,0;

c) avec la tension U, appliquée a la charge d’amorgage, le courant qui circule peut avoir
n’importe quelle valeur supérieure a 1 A.

Page 70

[8-2°6 Surtensions de manosuvre

Supprimer le titre et le texte de ce paragraphe.

Page 82

9.3.3.3.4 Echauffement du circuit principal

Remplacer le texte existant du deuxiéme alinéa par ce qui

Pour les appareils de commutation a semiconducteufs
8.2.2.4), les dispositifs de mesure de la tempegrature
extérieure du boftier du dispositif de 3
I’échauffement le plus élevé penda
température ambiante finale, A;, doivent
de 9.3.3.6.2.

Page 84

9.3.3.3.6 Disp

gradateurs_a.se
doivent satisfaire a
de I'essai."L’échauffement doit étre mesuré durant 'essai de 9.3.3.3.4.

9¢(3.3°4.1 Essais de type

Modifier, a la page 86, au point 3) c¢), le deuxieme tiret pour lire:

«— dans le cas de gradateurs ou de contacteurs hybrides & semiconducteurs, a travers les
poles ...»
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b) the power factor shall be between 0,8 and 1,0;

c) with voltage U, applied to the initiating load, the current flow may be any value greater
than 1 A.

Page 71

8-2-6—Switching overvoltages

Delete the title and the text of this subclause.

Page 83

9.3.3.3.4 Temperature rise of the main circuit

Replace the existing text of the second paragraph by the folg

The final case temperature C;, and the
in the test of 9.3.3.6.2.

Page 85

9.3.3.3.6 Vacan
Replace the exisi% b

bclause by the following:

9.3.3.3.6 Temp and electromagnets

Subclause 47-1 applies with the following addition.

Electromacg echanical switching devices intended for duty within semiconductor
controllers o hahical bypass switching means shall comply with 8.2.2.6 with rated

current flowing tf h the main circuit for the duration of the test. The temperature rise shall
be measuted duringthe test of 9.3.3.3.4.

9.3.3.4.1 Type tests

Modify, on page 87. under item 3) c). the second dashed item to read:

— for hybrid semiconductor controllers or contactors, across the poles ...”
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Page 88

9.3.3.5 Pouvoirs assignés de fermeture et de coupure et fonctionnement conventionnel
en service des appareils mécaniques de connexion en série dans les matériels
hybrides

Remplacer le titre et le texte existants de ce paragraphe par ce qui suit:

connexion
9.3.3.5.1 Généralités

On doit vérifier que les appareils mécaniques de connexion satisfo igences de

8.2.4.2.

nuler la mise sous tension ou hors tension, la séquence de
2 méme qu’en service normal.



https://iecnorm.com/api/?name=3125238958c7011102766c7b435caa31

60947-4-3 Amend. 1 © IEC:2006 - 35—

Page 89

9.3.3.5 Rated making and breaking capacity and conventional operational performance
of series mechanical switching devices of hybrid equipment

Replace the existing title and text of this subclause by the following:

9.3.3.5 Making and breaking capacity of mechanical switching devices

9.3.3.5.1 General

It shall be verified that mechanical switching devices meet the requirements of 8.2.4.2.

If the mechanical switching device has not passed previous tests, comp e 8:2.4.2 and
the following subclauses is required. The making and breaking cgga
accordance with 8.3.3.5 of IEC 60947-1.

9.3.3.5.2 Series mechanical switching devices of hybrid co

The verification shall be made using one of the following-meth

a) the subject device may be tested as a separate component, 0

9.3.3.5.4 Dependent,

The complete u@
sequence, to simulat
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Tableau 11 — Spécifications d’essai pour la stabilité thermique

Remplacer le tableau existant par le nouveau tableau suivant:

Détails de I'essai

Niveau Instructions

Objectif de I'essa

Verifier que la variation de température entre des cycles successifs de fonctionneme

t

identiques dans une séquence est inférieure a 5 % dans une période de 8 h

Vérifier que I'échauffement des bornes accessibles de I'appareil mécanique de cannexig
dans le circuit principal ne dépasse pas les limites prescrites au Tableau 2-de
CEI 60947-1

[V=]

Durée de I'essai

Effectuer I'essai jusqu’a A < 0,05 0u aprés 8 h

Conditions d’essai

AN
An=(Cn—-Cpn1—-Ap+ An—1¥(0§ %
Tableau 5 \ \/

Température de
'EUT a

Cp, température de Moyen de détection de la te pér&h«%x’ su\r\%?}face extérieur
boitier d'un dispositif de conngXiqn a semiconducteur (Vdir 9.3.3.3.4)

Surveiller le comp n
susceptible d'é}ye/?:%me\c

Température
ambiante

ud
Ap, a tout niveau Moyens de détection de la meour surveiller les
ature ambiante (

Résultats a obtenir

commode changem mper 8.3.3.3.1de la
CEIl 60947-1%’ j uegx
} <

(tMée, décoloration)

grnges acsessibles™de I'appareil mécanique de connexion dans
s ep r les limites exigées au Tableau 2 de

€ sont )|Pas accessibles, les limites du Tableau 2 de

3) L’échauffement des b

- 0

n

a Matériel en ess&

NOTE L'intervalle de t
conséquent,\le temps nécessaire au courant d'essai pour atteindre X x I, augmente le temps d'essai total.

mps de T, commence a l'instant ou le courant d'essai atteint la valeur X x /.. Par

Remplacer le dernier alinéa du point 7) b) par le suivant:

Si A, £ 0,05, que la durée totale de I'essai est inférieure & 8 h et que les résultats 1), 2), 3) et
4) du Tableau 11 sont respectés, arréter I'essai. L’essai est conforme.
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Table 11 — Thermal stability test specifications

Replace the existing table by the following new table:

Test details Level Instructions

Test obhjective To verify that the temperature variation hetween successive identical operating cycles in

a sequence reduces to less than 5 % within an 8 h period

To verify that the temperature rise of the accessible terminals of the mechanical switching
device in the main circuit does not exceed the limit prescribed by Table 2 of IEC 60947-1

Test duration Run test until Ap £ 0,05 or 8 h have elapsed
An =(Cn = Cn_q = An + Apn-1)(Cn-1) (MN\
Test conditions Table 5
EUT @ temperature Cp, case temperature | Temperature sensing mea u}éce of one

ctorsw| chW:e hat is likely to be the

hottest
Ambient Ap, any level Temperature sénsing means onitox changes in
temperature convenient ambient temp rat@&&& A1 ofNEC 60947-1 applies)
Results to be 1) Ap < 0,05 within 8 \ %
obtained

2) No visual evide ge (sich asésmoke, dis€oloration)

3) The temperature ri
in the main circuit

4) When the terminad|s ar¢ noi.acc
e;z’ée\ded Me that\adjagent part

e values of Table 2 of IEC 60947-1 may be
re not impaired

Replace the last parggraph of item 7) b) by the following:

If A, £.0/05, total test time is less than 8 h, and results 1), 2), 3) and 4) of Table 11 are not
violated, end test. This is successful compliance.
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9.3.3.6.3 Capacité de blocage et aptitude a la commutation

Remplacer le titre et le texte existants de ce paragraphe par ce qui suit:

9.3.3.6.3 Essai de capacité de blocage et d’aptitude a la commutation

e

1 Lt o 1] : fral i ol ! ol e 2 | £l al H PR 4 e Y
LTS SPCULITILAllUITS U Tos5dl SUITL UUTITICTS Udlls 1T TdUITCdU 7. LTS PIUIS U Tssdl SUTTL UTUTTLIS d

la Figure F.3.

Pour la variante HxA, les contacts du dispositif mécanique de connexion € 3rie doivent étre

maintenus en position fermée pendant I'essai.

Pour la variante HxB, les contacts du dispositif mécanique de ca
étre manceuvrés pour effectuer les cycles d'essai. Cependant,

pour équiper I'EUT de dispositifs spéciaux permettant de
de la tension.

1) L'EUT doit étre monté et raccordé comme en utili

2) Les dispositifs de mesure du cdura

moyens pour obte

3) Avec les tensjons
coupée, me
comme valeurs nijti

I'étape 7). Le
dispositif
retirés en\ouvran
4) Pou er l'essai, les tensions d’essai (comme spécifié au Tableau 7) sont
appliqgié ' maintenues pour la durée de l'essai jusqu'a l'achévement de

5) Avec Jatensionde commande U, faire fonctionner I'EUT entre I'état passant et I'état
bloqué.comme spécifié au Tableau 7. Si le gradateur ne fonctionne pas comme prévu, ou
siillapparait une détérioration, I'essai est arrété et considéré comme non satisfaisant.

6),Aprés le nombre de cycles de manceuvres requis, couper U, en maintenant les tensions
d’essai appliquées, permettant a I'EUT de retourner a la température ambiante initiale.

7) Répéter la procédure de mesure du courant de I'étape 3) et enregistrer comme mesures
finales, I, correspondant aux valeurs initiales, /g.

8) Déterminer les valeurs concernant les courants de fuite a travers chaque pble comme
spécifié au point 1) du Tableau 7.

Pour obtenir la conformité, les critéres spécifiés aux points 1), 2) et 3) du Tableau 7 doivent
étre satisfaits.
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9.3.3.6.3 Blocking and commutating capability test

Replace the existing text of this subclause by the following:

9.3.3.6.3 Blocking and commutating capability test

T n HH b H H b | =z Tl 4 + £+1 1o H [ [ mllila}
reot spoinitcdturic arc yivell I 1Tdbic 7. TTIT 1TSS PTUTIICS dI'T STITOWIT T T'TYuTT T°.0.

For form HxA, the contacts of the series mechanical switching device shall be maintained in
the closed position for the duration of the test.

EUT and test load not greater than 10 m.

2) The current measuring means shall be in at is appropriate for

recording the values of the leakage surrent tiroug rin steps 3) and 7).
If other auxiliary circuits or devit allel with the semiconductor
elements, care shall be taken in ord he parallel currents; only the
leakage current of the semicond s all be measured and the means for
obtaining those measures shall be inst :

3) With the voltages (se¢ T e EUT, and with the control voltage U, OFF,
measure the current th oug each DQ T and record these measurements as a

The test circ 9 3
step 7). The i 3 ay be shorted by remote control means during
steps 5) and 6); put\t wia ; oo

6) After the [ number of operating cycles, turn U, to OFF with the test voltages
remaining.O W the EUT to return to the initial ambient temperature.

7) Repeat the current measurement procedure of step 3) and record as a set of final data
points, /g, corresponding to the set of initial data points, Io.

8) ,Determine the values regarding the leakage currents through each pole as specified under
item 1) of Table 7.

To obtain successful compliance, the criteria given under items 1), 2) and 3) of Table 7 shall
be fulfilled.
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9.3.4.1 Conditions générales pour les essais de court-circuit

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par ce qui suit:

Les conditions générales pour les essais de court-circuit sont les suivantes:

- nmrarnucuvic (\C)). CUITITITS bUIIditiUll dc Plé‘Udei, :G bUIItdbtUull’yldddtUul dUIt etlc |||ai||tc||u
a I'état passant a I'aide d’'une charge d’amorcage. Le courant de pré-essai peut étre~dé
n'importe quelle faible valeur, supérieure au courant minimal de charge (voir 3.1.11)ydu
contacteur/gradateur. Le courant de court-circuit est appliqué au contacteur/gradateur par

— manceuvre «CO» pour les appareils a démarrage direct.

La température initiale du boitier ne doit pas étre inférieure a 4
étre impossible de préchauffer I'EUT et de maintenir la te

le rapport d‘essai.

9.3.4.1.2 Circuit d’essai pour la vérifi
court-circuit

type 1 pour laquelle I'é|é
6 mm2, d’une longue
constructeur, a l'yn d

b) l'appareil dg)mise\ en court-circuit (ne faisant pas partie de I'EUT) doit pouvoir établir et
transporter le~epyrant de court-circuit sans interférer dans le processus d’application du
couraht-de court-circuit (par exemple rebonds ou autres ouvertures intermittentes des
contacts).

Page 98

9.3.4.1.6 Procédure d’essai

Ajouter, a la fin de ce paragraphe, ce qui suit:

La chronologie pour la séquence d’essai est donnée a la Figure 1.2.

a) L’essai débute avec I'appareil de mise en court-circuit en position ouverte (temps TO0).

b) La tension d’essai est alors appliquée et la charge d’amorcage doit limiter le courant a une
valeur au moins suffisante pour maintenir le gradateur a I'état passant (temps T1).
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9.3.4.1 General conditions for short-circuit tests

Replace the existing text of this subclause by the following:

General conditions for short-circuit tests are as follows:

[[FaXI] i 4 4 N o % 4 / 4 1 loa o et ol o
A\ UpPCIallUIT. ao d pIre=icol LCUTTUTLUTT, UTT CUTTLACULUT/CUTIUTUTITT oTlall VT osuUstallicu 11T 1T

ON-state by an initiating load. The pre-test current may be held at any arbitrary low level
of current that is greater than the minimum load current (see 3.1.11) of(the
contactor/controller. The short-circuit current is applied to the conjactor/controller by
closing the shorting switch. The SCPD shall interrupt the short-cirg reptsand the
contactor/controller shall withstand the let-through current;

— "CO" operation for direct on-line equipment.

be evaluated.

The test circuit 0f 8\3.4.1.2\0
Figure I1.1. The |'n load and

9.3.4.1.6" Test procedure

Add,"at the end of this subclause, the following:

The time-line for the test sequence is shown in Figure |.2.

a) The test is started with the shorting switch in the open position (time TO0).

b) The test voltage is then applied and the initiating load shall limit the current to a level that
is, at least, sufficient to maintain the controller in the ON-state (time T1).
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